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PATENTE
DE
INVENCIOGR

a favor de TSENTRALNY NAJUTCHNO ISSLEDOVATELSKY INSTITUT
TCHONOY METALLOURGIY "I P, BARDINE", entidad rusa, domi-
ciliada en Mosci (U.R.S.S.), Baoumenskais Ulitza 9/23, por
"APARATO PARA LA DETERMINACION RAPIDA DEL CONTENIDO DE GAS
"DE UN METALY.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ia invencidn se refiere a la determinacion del
contenido de gas de un metal.

Las exlgencias crecientes de la calidad del me-
tal obtenido exigen una atencidn particular con los méto-
dos y medios de control,

Después de la elaboracidn y de la colada de los
metales, particularmente de los aceros efervescentes, se-
mi calmados o de los aceros al carbono calmadoé o0 aleados,
es indispensable conocer exactemente el contenido de oxi-
geno del bafio de metal durante el desarrollo de las opera-
clones,.

Diferentes métodos se han propuesto ya para de-
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terminar el contenido de ox{geno del metal. ]

Se ha propuesto ya el método de funcién al va-
cfo de una muestra obtenida a partir del metal, pero este
método necesita un tiempo muy largo que comprende la pre-
paracidn de una muestra especial y una desgasificaeidn del
aparato de funcién al vacio.

Igualmente se han propuesto procedimiento compor-
tando el andlisis espectrel de gas, pero estos procedimien-
tos son demasiado largos, complicados y no dan una seguri-
dad sbsoluta de funcionamiento. Estos procedimientos com-
prenden el registro del esprecto por un método fotografico
¥ el andlisis de la fotografia obtenida.

La desgasificacidn de la cédmara de andlisis para
este tipo de procedimiento débe ser hecha de una forma muy
profunde ya que la cimara de andlisis debe ser llenada de
un ges neutro tal como el helio o el nitrdgenc. Tales pro-
cedimientos de andlisis espectral por registro fotografico
den resultados que no son del todo segures, y de toda for—
mg el procedimiento necesita un tiempo de puesta en prac~
tice demasiado largo. ' )

Los métodos conocidos suponen ademis que las mues-— .
tras que han sido preparadas han sufrido tratamientos rela=-
tivemente largos y en particular tratamientos de superficie.
de ello resulta que los procedimientos conocidos no permi- |
ten determinar el contenido de gas de metales de una forma
muy répida.

Ia invencidn concierne por el contrario & la de-
terminacidén muy rdpida del contenido de gas de metales, por
ejemplo del contenido de oxigeno, de nitrdogeno o de hidrg~-

geno.
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Le invencidn tiene por objeto un apafatqﬁe deter=
mingeidn rdpids del contenido de gas de un metal, en par—
ticular partiendo de un metal ligquide por medio de una
muestras mecanizada obtenida directamente g partir de este
metal 1liquido, siendo puesta la cara tallada de le muestra
en contacto con un gas neatro y realizdndose un espectro,
caracterizado porque comporta una csmara provista de una
pared que comprende un orificio, siendo colocada la cara
mecanizada de la muestrsas sobre la cara externa de esta pa~
red y obturando este orificio, formando un electrodo una
chispa entre él y la muestra, estando el extremo de este
electrodo situado en la cdmars y en la proximidad de la ca=
ra mecanizada de la muestra, conductos de entrada y salida
de un gas neutro, y un sistema dptico orientado sobre la
chispa, que determina la formacidn de un espectro.

La invencidn va ahora a ser descrita con mas de-
talle con referencia a un modo de realizacidn particular
dado a titulo de ejemplo y representado en los dibujos.

En el curso de lg descripeidn que sigue aparece-
rén caracter{sticas suplementarias de la invencidn.

La Fig. 1 es ung vista en alzado de un aperato
segin la invencidn, con une muestra colocada en el apare-
to; la Fig. 2 es una seccidn segin II-IT de la Fig. 1, ha~
biendo sido retireda la muesira.

El aparato de acuerdo con la invencidn comporta
una cémara 1 cerrada por una placa -2- provista de un ori-
ficio =3,

Bajo la placa =2- esta dispuesto un soporte -4-
para un electrodo =5- cuyo extremo -6~ es puntiagudo.

Bl electrodo ~5- e3 mantenido en su soporte —4-



e

10,

15,

20,

25,

30,

-l

- g
330534 [

NP

por un resorie =T—o
fa posicidn del electrodo -5- puede ser regulada

longitudinalmente y es mentenida & continuacibn después

del ajuste por el resorte =T7-.

Ia cdmara -l- comunica por wn orificio -8-, co-
nectado a wn conducto =9=-, bon una fuente de gas neutro tal
como helio, argdn o nitrdgeno. Este gas neutro pasa por de-
lante del orificio =3 de la pared =2- al lugar en qye es-
t4 situado el extremo =6~ del electrodo -5?. Es a continua~
cidn evacuedo por un conducto -10-, dispuesto de tel for-
ma que el gas neutro pasa efectivamente en contacto con el
orificio =3~-, es decir, en contacto de la care mecanizsda
de la muestra -1l- colocade contre la pared -2- y delente
del orificio =3-. |

Ia muestra =1l- es mentenida en posicién median~
te una berra ~l2- que se apoya en unasg reauras ~l13- de mos-
tantes -14~ dispuestas a cada lado ﬁel aparato. Ios moniane
tes -l1l4-~ constituyen de alguns maners escalas sobre las

barretas en que se apoya la barre «l12-, sirviendo estas

barretes pere la regulacién de la posicidn de la barra -12- U

segin las dimensiones de la muestra -~}l= de que se dispone.

Ia barre =12~ estd provista de un fileteado en
el que estéd acoplado un tornillo =15~ cuys cabeza =16~ s
accionada pera servir para le fijacidn de la muestra -ll-
sobre el dispositivo.

Ia pleca =2- comporte por otra parte unas gulas
-16- que permiten girar le muestre =ll- contra el pleno de
la pared ~2-, siendo por oira parte el eje de la muestra
excéntrico con relecidn a la punta —6- del electrodo. Es-

ta disposicidén permite, haciendo girar la muestra -ll- conw
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tra la pared -2-, cambiar la parte de muestra que se encuen-
tre enfrente del extremo -6~ del electrodo ~5-. Asi se pue-
den hacer varias mediciones con puntos diferentes de la
muestra -l- enfrente del extremo ~6~ del electrodo.

En uno de sus extremos le cdmara -l- ests cerrada
por una ventana -17- detrds de la cual estd dispuesta un
dispositivo dptico -18~- combinado con una célule fotoelée-
trica amplificadora.

El aparato que acaba de ser descrito es utiliza-
do de la forma siguientes para determinar el contenido de
un gas en un metal, y por ejemplo el contenldo de ox{geno.

Una muestra es, en primer lugar, separasda del
bafio de metal mediante un pequefio crisol, luego, después
de enfriamiento, esta muestre es mecanizada pare dar un pe-
quefio elemento de una alturs de 15 a 20 mm por ejemplo., Es-
te elemento es simplemente mecanizado en la muestra median-—
te un utehsilio de corte cualquiera, y sin preparacidn par—
ticular de la cara mecanizada,

ElL elemento de la muesira -1ll- obtenido no nece-
sita ninguna pulimentacidn de la cara mecanizada, esta dl-
tima es colocada sobre la pared -2~ de forma que obtura el
orifieio =3~ de esta pared. La muestrs -ll- es entonces man-
tenide en posicidn por el tornillo =15,

La corriente de gas neutro es a continuacidn ree-
lizada, entrando el gas por el orificio -8-, pasando en con-
tacto de la muesiras -ll- y siendo evacuada por la cansliza=-
cion -10-. Una éhispa se forme a continuacidn entre el elec-
trodo -6~ y la muestra ~ll-, El tiempo de paso de esta chis-
pa es de preferencis del orden de 0, 2 segundos, El dlectro-

do -5~ es alimentado por ejemplo bajo una tensidn de 220 V



con unz corriente de 40 A ¥ bajo la frecuencia de la red.
El procedimiento utilizado no necesita ninguna
desgesificacién previa de la cémara 1, el electrodo ter-
minado en uns punte =6~ da una chispa potente que permite
Se efectuar el endlisis con una muy corta exposicidén de 0,2
segundos, )
La célula fotoeléctrica recibe la rays suninise
$rads por un aparato dptico de andlisis cldsico de luz.
En el caso del oxigeno la raya recibida por la céluls fo-
10, toeléetrice es la raya producide por le excitacidn de
o771 A.
~ Preferentemente se efectia sucesivamenté 5 medi-
ciones produciendo cinco veces la chispa entre el electro~
do‘-S- v la muestra -1l-. Se obtienen asi ofnco resultados
15. proporcionados por la célula fotoeléctrica amplificadora
que recibe la raya proporcionada por él gistems Optico -18-.
ElL contenido de oxigeno del metal se determina
mediante un dbaco establecido con las muestras patrdn.
El tiempo de determinacién del oontenido de oxi-
20, geno es muy corto. Desde la separacidén del metal hasta el
suministro del resultado, es decir del contenido de oxige-
no, el tiempo necesario no sobrepasa de 3 a 4 minutos,
El funcionemiento del apa;ato es enteramente se-~
guro y el aparato es fiel, es decir, da los mismos resulta-
2%, dos para los mismos contenidos de gas y esto de forms repe-—
tida.
Presenta por otra parte ls ventaja de suprimir to-
da precaucion que aumentaria el tiempo de las mediciones,
Por ejemplo, no necesita desgasificar el aparato

30. antes de su utilizacidn., Ademds, las muestras pueden ser uti-
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lizadas con el aparsto sin necesidar de preparacién espe-
cial de la cars tallada en contacto con el paso del gas
neutro. |

El sistema dptico =18~ utilizado es un sistema
de un tipo perfectamente conocido, es suficiente simplae-
mente con que permite envier a la célula fotoeléctrica am-
plificadora la raya correspondiente al gas cuyo contenido
se desea determinar, para el oxigeno esta raya corresponde
a T.TTL & .

Ha sido indicado mds arribe que eran efectuadas
preferentemente cinco mediaciones sucesivas. Entre cada
medici5n la muestra ~ll- es gireda permaneciendo en con-
tacto con la pared ~2-~ de forma que las mediciones correspon
den & puntos de la cara taellads de la muestra diferentes de
una medicidn a otra.

Se comprende que la invencidén no estd limitada
por los detalles del modo de realizacidn que acaba de ser
descrito, los cuales podrian ser modificaciones sin salir

del cuadro de la invencidn.

NOTA

Se reivindica como objeto de la pregente patente
de invencidn:

1. Apereto para la determinacién rdpida del con-
tenido de ges de un metal, en particular partiendo de un
netal 1{quido, mediente une muestra mecanizada obtenida di-

rectamente a partir de este metal 1fquido, la cara mecaniza-
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da cuya muestra es puesta en contacto con un gas neutro,

¥y reslizéndose un espectro, caracterizado porque comporﬁa,
une cémerse proviste de una pared que comprende wn orificio
estando colocada la cara mecanizada de ls muestra sobre la
care externs de esta pared y obturando este orificio, for-
mando un electrodo wma chisps entre ells y la muestra, es-
tando el extremo de este electrodo situado en la cémera y
en le proximidad de'dicha cara mecanizada, conductos de en-
trada y salida de un gas neutro, y un sistema éptico, orien-
tado sobre la chispa y que determina la formacidn de un es-

pectro.

2. Aparato para la determinacidn rdpide del conte-

nido de gas de un metal, segtn 1a reivindicacidén 1, carac-
terizado porque la oélule fotoeléetrica emplificadora esté
dispuesta después del sistema Optico para registrar la re~
ye espectral del gas cuyo contenido debe ser determinado.

3. Aparato pera la deferminacién répida del conte-
nido de gas de un metal, segin la reivindicacidn 1 o 2, ca-
racterizado porgue la posicidn de los conductos de entrada
y/o salido'del gas determina el paso del mismo en comtacto
con la cara mecanizada de la muestra. y

4, Apsrato para la determinscidn répida del conte-
nido de gas de un metal, segin una cualquiers de las reivine
dicaciones precedentes, caracterizado porgue estdn previge
tos medios para aplicar la muestra de forma estenca contra
la parte de pared provista del orificio.

5. Aparato paras la determinacidn répida del conte-

nido de gas de un metal, segin cuslquiera de las reivindice=

ciones precedentes, carscterizado por el hecho de gue la pa-

red soporta la muestra comporte una gula para este #ltima,
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que permite su rotacidn enfrente del orificio de la pared,

giendo el eje de la muestra excéntrico con relacién a la
puntse del electrodo.

6. Aparato pers la determinacién rdpida del conte
nido de gas de un metal.

La presente memoria conta de nueve hojas folia-
das escritas & mdgquina por uma sola cara.

Barcelona, 8 de abril de 1967

TSZNTRAINY NAQUTCHNO ISSLEDO-

VATELSKY INSTITUT TCHORNOY
METALLOURGIY " I. P. BARDINE".
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TSENIRALNY NAOUTCHNO ISSLEDOVATELSKY TCHORNOY .DOS HOJAS
METALLOURGIY “I,P, BARDINE"
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Barcelona, 8 de abril de

1967

TSENIRALNY NAOUTCHNO
ISSLEDOVATELSKY INSTITUT
TCHORNOY MET URGIY
"I. P.BARI)I "o
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